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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

GUIDE POUR LA SPECIFICATION DES LIMITES DES IRREGULARITES
DE SURFACE DES NOYAUX FERRITES —

Partie 2: Noyaux RM

AVANT-FRUOFUS

1) La CHl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondialg de'n omposée
de I'epsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de r objet de
favoriger la coopération internationale pour toutes les questions de norm ines de
I'électficité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités ationales.
Leur 4laboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels 5sé par le
sujet fraité peut participer. Les organisations internationales, gouverneme htales, en
liaisor) avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI panisation
Internptionale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées paraccord entre ipns.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les g a mesure
du popsible un accord international sur les sujets étudiés, ntéresseés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les dpcuments produits se présentent soys _la for ati internationales. lls sopt publiés
commje normes, rapports techniques ou gui € 2é ' YO0mités nationaux.

4) Dans |e but d'encourager l'unification international ionauy/ de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon [transparente, dans toute la mesure possi afionales de la CEIl dans leufs normes
nationfales et régionales. Toute divergencg entre la Y esla CEIl et la norme nationale ou|régionale
correspondante doit étre indiquée en termesg clair, S 5

5) La CH e indication d'approbation et sa resgonsabilité
n'est ne de ses normes.

6) L’'atte &S eléments de la présente Norme internationale peyvent faire
I'objet] droits analogues. La CEl ne saurait étre tgnue pour
respo g propriété et de ne pas avoir signalé leur existenge.

La Nor établie par le comité d'études 51 de|la CEl:

Compoqg

Le texte

Rapport de vote
51/480/FDIS 51/489/RVD
Le rapp britde vote !nd!nnn dans le tableau ci-dessus-donne toute information-sur le valte ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

La CEI 60424 comprendra les parties suivantes, présentées sous le titre général Guide pour la
spécification des limites des irrégularités de surface des noyaux ferrites:

Partie 1: Spécification générique (remplacera la CEl 60424 (1973)).

Partie 2: Noyaux RM.

Partie 3: Noyaux ETD et E.
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)

2)

3)

4)

The tex{

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

GUIDANCE ON THE LIMITS OF SURFACE IRREGULARITIES
OF FERRITE CORES -

Part 2: RM-cores

The fprmal decisions or agreements of the IEC on technical matters ‘eXptess, as nearly as po
interngtional consensus of opinion on the relevant subjects (since i mittee has repr
from i i i

FDIS Report on voting

51/480/FDIS 51/489/RVD

lomprising
promote
jelds. To
aration is
with may
s liaising
hjanization
the two

sible, an
bsentation

the form

se.

ernational
rds. Any
pe clearly

e for any

e subject

lagnetic

t on

Full informatiaon an the \/nting for the appm\/al of this standard can he found in the repat
voting indicated in the above table.

IEC 60424 will consist of the following parts, under the general Guidance on the limits of
surface irregularities of ferrite cores:

Part 1: Generic specification (will replace IEC 60424 (1973)).
Part 2: RM-cores.
Part 3: ETD-cores and E-cores.
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GUIDE POUR LA SPECIFICATION DES LIMITES DES IRREGULARITES

DE SURFACE DES NOYAUX FERRITES —

Partie 2: Noyaux RM

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 60424 constitue un guide sur les limites admissibles aux
irrégularités de surface applicables aux noyaux RM conformément a la spécification générique

applicable.

Il est rqcommandé de considérer la présente norme comme une spécificatio

utile au [dialogue entre les fabricants de noyaux en ferrite et leurs clien
surface

2 Réféfence normative

Le document normatif suivant contient des dispositions_quij
faite, cdnstituent des dispositions valables pour la pré
référenges datées, les amendements ultérieurs
s'appligtient pas. Toutefois, les parties prenante

la CEIl 60424 sont invitées a recherche 3

irr

interinédiaire

ularités de

ui y est
. I;our les

ons ne

str la présente partie de
dition la plus rédente du

document normatif indiqué ci-apres. Rou HE , la derniére édition du
document normatif en référence s'appligue. % " CEIl et de I'lSO possgdent le

registre|des Normes internationales en

CEIl 60431:1983, Dimensj des—noyaux oyaux RM) en oxydes magnétiques et
piéces associées

Amendgment 1 (1995)

Amendgment 2 (1996)&
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GUIDANCE ON THE LIMITS OF SURFACE IRREGULARITIES
OF FERRITE CORES -

Part 2: RM-cores
1 Scope

This part of IEC 60424 gives a guidance on allowable limits of surface irregularities applicable
to RM-cores in accordance with the relevant generic specification.

This standard should be considered as a sectional specification useful in the dialogue between
ferrite cpre manufacturers and customers about surface irregularities.

2 Nornjative reference

The follpwing normative document contains provisions which,\throug ~ in this text,
constitufe provisions of this part of IEC 60424. At the time ¢ icati e i indicated
were valid. All normative documents are subject to revision s based
on this jpart of IEC 60424 are encouraged to investiga 3 e most
recent gditions of the normative document indicated . s of \EC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 60431:1983, Dimensions of sqt { : ) ade of magnetic oxifles and
associated parts

Amendment 1 (1995)
Amendment 2 (1996)
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3 Limites aux irrégularités de surface

3.1 Contréle visuel et limites recommandées

Les paragraphes suivants sont résumés dans le tableau 1 pour faciliter une identification rapide
des limites recommandées pour des irrégularités données, en fonction de leur emplacement.

Tableau 1 — Paragraphes applicables pour des imperfections
par rapport a leur emplacement

Emplacement Type d'irrégularité Pour les limites, voir
Surfaces de contact Eclats
Angles ébréchés
Fissures
A\
Polp central Eclats
Angles ébréchés
Fissures (

Par

pDis extérieures Eclats
Fissures

Q
nelle Eclats
Angles ébréchés

Se 3.2.2
3.2.2

Fissures /\(X 3.3

Colla /\ 3.5

PR IR

Zorles d'encoches Eclat U 3.2.2
de passage de fil Angles 8bréchés 3.2.2

Bavures 3.4
Zorles de passage de fil 3.2.2
3.2.2

3.4
Zorles d'encoches de|clipsage 3.2.2
3.2.2

S a5

3.2 Ec
3.2.1 H sur la surface de contact (voir la figure 1)
Les surf s sur les surfaces de contact (irrégularités C1, C1' et G
figure 1 asser les limites suivantes:
- la e des éclats doit étre inférieure & 4 % de la surface totale de co
— lallongueur totale des angles ébréchés doit étre inférieure a 25 % du périmet

surfalce~applicable.

1" de la

ntact;
re de la
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3 Limits of surface irregularities

3.1 Visual inspection and recommended limits

To facilitate quick identification of recommended limits for a given irregularity based on its
location, the following subclauses are summarized in table 1.

Table 1 — Relevant subclauses for given irregularity versus location

Location Type of irregularity For limits see
Mafing surfaces CRhIps 3.2
Ragged edges 3.2.1
Cracks 3(3\
Centre-post Chips 3.2
Ragged edges 2.2
Cracks ( 8’
Outer walls Chips QM 2.2
Cracks \
Bagk wall Chips 3.2.2
Ragged edges 3.2.2
Cracks 3.3
Pull-o /;I\ /\ S 3.5
Wirg slot areas Chip 3.2.2
Ragge edge 3.2.2
Flash 3.4
Wire way areas Chip \) 3.2.2
e ed 3.2.2
Flas 3.4
Clamping recess areas 3.2.2
R ge edg 3.2.2
Pull-quts 3.5
3.2 Chj \>
3.21 ( on the mating surfaces (see figure 1)
Areas 0 e mating surfaces (C1, C1' and C1" irregularities in figure 1)
shall no allowixg limits
- cu of the chips shall be less than 4 % of the total mating surface

- thE total leng
relevant 'surface

of the ragged edges shall be less than 25 % of the perimete

r of the



https://iecnorm.com/api/?name=d05a32806ef44db863f13e7805c1f621

-8- 60424-2 © CEI:1997

R1

ci ct”

C1, C1', ¢1": éclat
R1, R1': gngle ébréché
L1, Lo: lopgueur de I'angle ébréché

s dans le tablefu 2.

Oft resumeé

ts nité: mm 2
Modele du noyau Su@s&%‘%\ Autres surfaces

RM4/R < <4
RM6ERM7 <6

RM <4 <9
@A 0 <15
12 \\/> <12,5 <25
@4 <15 <30

— cqmparées imites pour la surface de contact, les surfaces admissibles dels éclats
sont doublées (voir le tableau 2);

3.2.2 E

— larégle pour les angles ébréchés est la méme que pour la surface de contact;

— les éclats et les angles ébréchés ne sont pas acceptables sur l'aréte de clipsage de la
zone d'encoches de clipsage;

— les éclats et les angles ébréchés ne sont pas acceptables sur les arétes internes de la
zone d'encoches de passage de fil.
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C1, C1', (

R1, R1":

—9-
Lz
Ly “» RY c1’
R1 e
ci c1”
7
IEC, 97

1": chip

ragged edge

L1, Lo: lepgth of ragged edge

Allowab

3.2.2 (0
- thp

e chipping areas for a given ¢ are s

Table 2 — Allowable.chippi

Core size \@tln su ac‘& Other surfaces
—
RM4/RM \( \2\)\/ <4
RM6/R <6
<7 <15
\\/> <12,5 <25
1 <30
N
E\\These its are applicable to cores with and without a hole in the centre-post.

agged edges on other surfaces

allowable chipping areas are doubled as compared to the limits for the

surface (See table 2);

— the rule for the ragged edges is the same as for the mating surface;

mating

— chips and ragged edges are not acceptable on the ridge of the clamping recess area;

— chips and ragged edges are not acceptable on the inner edges of the wire slot area.
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La surface et la référence de longueur pour le contréle visuel sont données dans le tableau 3.

Tableau 3 — Surface et référence de longueur pour contrdle visuel

Surface A B C D E Surface A B C D E

Vv

o5mm?| e | w | = | = | x |125mm?| @@ B =

1,0 mm? ° | | - — A

15,0 mm*

15mm? | @ | m | wm | == | A
2,0 mm [} H | == == | A 175 mm2
2,5 mm

3,0 mmz [ ) [ ] | e

3,5mm

40mm? | @
4,5 mm

5,0 mm

<&
A
N

40,0 mm?

7,0 mm

B0 mme 45,0 mm?

9,0 mm

50,0 mm?

.
%§§
.

H B B B =
| I
| I
V Yy ry vy vy r

10,0 mm?2

Echelle 1:1
1mm - 2mm e 3mMmM 4 MM —

5MM e 7,5 MM 10 mm
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Area and length reference for visual inspection are given in table 3.

Table 3 — Area and length reference for visual inspection

2,0 mm

2,5mm

3,0 mm? [ ] [ |

- = AN 75 mm?

|
|
4

A
l Wﬂf | -

Area A B C D E Area A B C E
0,5 mm?2 . n - - N 12,5 mm? ’ . ] k
1,0 mm? ° | | - -— A

15,0 mm? . .
15mm? | @ | m | wm | == | A

b
® 6 o o 0%//@\0

X
35mm® | @ | W | mm | - I
40mm?’ | @ | W Q‘gs\"—
N \E“}Z H = =
4,5 mm? @ - k\ A
AR
o SN @ . —
g&k. _Z A
7,0 miné \}- N o . - —
somm’ | @ | [ | wem | A\ | 45,0 mm? . B
on N
o n A -

VY ry ryrryrrvr r oor’'r

1mm -

5MM e

I
50,0 mm?
I |
Scale 1:1
2mm e 3 mm

7,5 MM e

4 MM —

10 mm
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3.3 Fissures

Une seule fissure continue qui coupe le périmetre de la surface applicable en deux points n'est
pas acceptable (voir les irrégularités S1, S1' et S1" de la figure 2).

Les limites pour les fissures aux différents emplacements montrés sur les figures 2 et 3 sont
données dans le tableau 4.

S1
S7’
IEC 1226/97
: S6’
S /
/ /Semelle
N /
/ .
7 Paroi extérieure
’/
<> LTl
-
A IEC 1227/97

NOTE - La frontiére entre la paroi extérieure et la semelle est montrée par une ligne discontinue sur la figure 3.

Figure 3 — Emplacement des fissures — Vue de dessous
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3.3 Cracks

A single continuous crack which intersects the perimeter of the relevant surface at two points is
not acceptable (see S1, S1' and S1" irregularities in figure 2).

The limits for cracks at various locations shown in figures 2 and 3 are given in table 4.

ol
s7
IEC 1226/97
: S6’
S6 /
I % / Back wall
/V
/
N Outer wall
IEC 1227/97
A

NOTE - A boundary between the outer wall and the back wall is shown by a dashed line in figure 3.

Figure 3 — Cracks location — Bottom view
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Tableau 4 — Limites pour les fissures

60424-2 © CEI:1997

et paroi extérieure/semelle

Type Emplacement Limites pour fissure Limites pour fissures
unique multiples
S1, S1', S1” N'importe ou Non acceptable Non acceptable
S2, S2' Surface de contact du pdle 50 % de I'épaisseur du pdle | Epaisseur du p6le central
central central
S3, S3' Surface de contact de la Epaisseur de la paroi W 2w
paroi extérieure
S4, sS4 Pole central Epaisseur du pble central Epaisseur du pble central
S5 Paroi extérieure Epaisseur de la paroi W 4w
A)
S6, S6' Surface de fond Epaisseur de la semelle '\é\rép iss ra}\@ semelle
S7, S7' Coin du pble central/semelle | 25 % de la circonférence.du lasci c}r\(é/ nce du

p6le central

25 % de l'arc appljeable

pplicqble

plle certral».

NOTE — Pour les noyaux sans trou dans le pdle central, I'épaisse
du dianetre du pole central, c'est-a-dire, dans le tableau 4,
devient k25 % du diamétre du péle central» et «Epaisseur du/p6l

\ﬁ Wacée par la moitié
I'épaisseur du pble [central»

ient «ha moitié du diarphéetre du

Le critére d'acceptation pour les dimens
la paroilextérieure du modeéle de noyau
approchiées selon (a — d,)/2.

Tahleau 5 — Valeurs d

Modele flu noyau

RM
RM
RM
RM
RM
RM 10
RM 12
RM 4%

N o o b

e fissureest basé)sur I'épaisseur minimgle W de
donne toutes les valeurs de W

ard
2

TEC 1 228/97

Figure 4 — La dimension W
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